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Este trabalho propde um método para a analise da sensibilidade de um circuito combinacional a possiveis transientes
causados pela incidéncia de uma particula ionizante em alguma de suas portas logicas (Single Event Transients -
SETs). O método proposto supde que todos os sinais no circuito encontram-se estaveis quando uma particula
ionizante atinge uma porta g do circuito, causando um SET em sua saida. A propagacdo deste SET é entdo testada
para todos os possiveis vetores de entrada do circuito. Este procedimento é repetido para cada porta gi do circuito. A
partir das informacGes obtidas sobre propagacdo de SETs é possivel determinar a sensibilidade do circuito a
particulas ionizantes e também descobrir quais portas sdo mais suscetiveis a SETs. O método inicia representando o
circuito como um grafo aciclico direto (DAG). Para testar a propagacdo de um SET em uma porta g, as portas que
estdo no cone ldgico sdo marcadas. Apos, para cada possivel vetor de entrada v, os valores ldgicos nos nodos
internos do circuito sdo anotados nas arestas do grafo. Entdo, as condicfes de propagacdo sdo testadas para cada
porta pertencente ao cone légico, iniciando pelas portas que sdo fanout de g e seguindo a ordem topoldgica no DAG.
Somente podem propagar SETs as portas que possuirem SETs em todas as entradas com valor controlante. A
definicdo do intervalo de um SET na saida de uma porta gi é feita com o uso de um célculo légico-temporal que
considera a funcdo ldgica de gi, seus atrasos de subida e descida, os valores légicos em suas entradas e os tempos de
inicio e fim dos SETs em suas entradas. O presente método pretende ser uma alternativa & simulacéo elétrica, a qual
apresenta alto custo computacional.
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